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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成23年3月31日(2011.3.31)

【公開番号】特開2010-250923(P2010-250923A)
【公開日】平成22年11月4日(2010.11.4)
【年通号数】公開・登録公報2010-044
【出願番号】特願2009-202187(P2009-202187)
【国際特許分類】
   Ｇ１１Ｂ  20/18     (2006.01)
   Ｇ１１Ｂ  20/10     (2006.01)
   Ｇ１１Ｂ   7/0045   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ１１Ｂ  20/18    ５５０Ｃ
   Ｇ１１Ｂ  20/18    ５７２Ｃ
   Ｇ１１Ｂ  20/18    ５７２Ｆ
   Ｇ１１Ｂ  20/18    ５７０Ｆ
   Ｇ１１Ｂ  20/10    ３０１Ｚ
   Ｇ１１Ｂ   7/0045  　　　Ａ
   Ｇ１１Ｂ  20/18    ５３４Ａ
   Ｇ１１Ｂ  20/18    ５０１Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成23年2月9日(2011.2.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】記録条件の調整方法及び光ディスク装置
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　最短ラン長が２Ｔの符号を用いて情報の記録を行い、適応等化方式とＰＲＭＬ方式を用
いて前記情報の再生を行う光ディスクにおける記録条件の調整方法であって、
　前記光ディスクから得た再生信号波形を前記ＰＲＭＬ方式によって２値化し、第１の２
値化ビット列を得る工程と、
　前記第１の２値化ビット列の中から、着目するエッジを左右に１Ｔシフトさせたビット
列として第２及び第３の２値化ビット列を生成する工程と、
　前記第１から第３の２値化ビット列に対応する第１から第３の目標信号波形を生成する
工程と、
　前記再生信号波形をＷ、前記第１の目標信号波形をＴ、前記第２の目標信号波形をＬ、
前記第３の目標信号波形をＲとし、Ｗ、Ｔ、Ｒ、Ｌ間のユークリッド距離をＥＤ（ａ，ｂ
）（ａ，ｂはＷ・Ｔ・Ｒ・Ｌの何れか）と表し、注目するエッジが左方向にシフトする誤
りについての評価値をｘＬ、右方向にシフトする誤りについての評価値をｘＲとし、注目
するエッジのエッジシフト量を拡張エッジシフトＤとし、
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　ｘＬを
【数３】

、
　ｘＲを
【数４】

で表し、
　前記拡張エッジシフトＤを
【数５】

で表し、
　前記拡張エッジシフトＤの統計平均値Δを用いて、前記記録条件を調整し、
　更に、前記注目するエッジのエラー確率に相当する補正量を

【数６】

により算出する
ことを特徴とする記録条件の調整方法。
【請求項２】
最短ラン長が２Ｔの符号を用いて情報の記録を行い、適応等化方式とＰＲＭＬ方式を用い
て前記情報の再生を行う光ディスク装置であって、
　光ディスクから得た再生信号波形を前記ＰＲＭＬ方式によって２値化し、第１の２値化
ビット列を得る手段と、
　前記第１の２値化ビット列の中から、着目するエッジを左右に１Ｔシフトさせたビット
列として第２及び第３の２値化ビット列を生成する手段と、　前記第１から第３の２値化
ビット列に対応する第１から第３の目標信号波形を生成する手段と、
　前記再生信号波形をＷ、前記第１の目標信号波形をＴ、前記第２の目標信号波形をＬ、
前記第３の目標信号波形をＲとし、Ｗ、Ｔ、Ｒ、Ｌ間のユークリッド距離をＥＤ（ａ，ｂ
）（ａ，ｂはＷ・Ｔ・Ｒ・Ｌの何れか）と表し、注目するエッジが左方向にシフトする誤
りについての評価値をｘＬ、右方向にシフトする誤りについての評価値をｘＲとし、注目
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するエッジのエッジシフト量を拡張エッジシフトＤとし、
　ｘＬを
【数３】

、
　ｘＲを
【数４】

で表し、
　前記拡張エッジシフトＤを

【数５】

で表し、
　前記拡張エッジシフトＤの統計平均値Δを算出する手段と、
　前記統計平均値Δを用いて、前記記録条件を調整する手段と、
　前記注目するエッジのエラー確率に相当する補正量を
【数６】

により算出する手段と
を有することを特徴とする光ディスク装置。
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